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요약

본 발명은 전면 백색표시 또는 전면 흑색표시에 의한 검사 시에 다단자, 협소한 단자피치에 대응한 고가의 검사용 프

로브가 필요 없는 표시장치를 제공하는 것이다.

표시장치(10)는, 복수의 화소전극(14)과, 복수의 화소전극(14)에 대향 배치되어 복수 화소전극(14) 각각과의 사이에 

표시용 용량(Clc)을 구성시키는 대향전극(18)과, 복수 화소전극(14)의 각각에 대향 배치되어 그 대향하는 화소전극(1

4)과의 사이에 보조용량(Ccs)을 구성하는 복수의 보조용량전극(17)과, 복수의 보조용량전극(17)을 전기적으로 접속

하는 보조용량선(16)과, 보조용량선(16)에 전기적으로 접속된 검사용 보조용량선 단자(16a)와, 대향전극(18)에 전기

적으로 접속된 검사용 대향전극단자(18a)를 구비한다.

대표도

도 2

색인어

표시장치, 화소전극, 용량, 검사, 대향전극, 액정용량, 주사선

명세서

도면의 간단한 설명

도 1은 본 발명의 실시예에 관한 액정표시장치의 평면도.

도 2는 본 발명의 실시예에 관한 액정표시장치의 신호입력용 단자 배설영역 평면도.
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도 3은 본 발명의 실시예에 관한 액정표시장치의 등가회로를 나타내는 도.

* 도면의 주요 부분에 대한 부호의 설명 *

10 : 액정표시장치 11 : 주사선(신호입력선)

11a : 주사선단자(신호입력용 단자) 12 :데이터선(신호입력선)

12a : 데이터선단자(신호입력용 단자) 13 : TFT

13a : 게이트전극 13b : 소스전극

13c : 드레인전극 14 : 화소전극

15 : 신호입력용 단자 배설영역 16 : 보조용량선

16a : 검사용 보조용량선 단자 17 : 보조용량전극(CS)

18 : 대향전극(COM) 18a : 검사용 대향전극단자

20 : 검사용 프로브 Clc : 액정용량

Ccs : 보조용량 Cgd : 게이트·드레인간용량

Csd : 소스·드레인간용량

발명의 상세한 설명

발명의 목적

발명이 속하는 기술 및 그 분야의 종래기술

본 발명은, 복수의 화소전극과, 이들 복수의 화소전극에 대향 배치되어 복수 화소전극 각각과의 사이에 표시용 용량이

구성되는 대향전극과, 복수 화소전극의 각각에 대향 배치되어 그 대향하는 화소전극과의 사이에 보조용량이 구성되

는 복수의 보조용량전극과, 이들 복수의 보조용량전극을 전기적으로 접속하는 보조용량선을 구비하는 표시장치 및 그

검사방법에 관한 것이다.

액정패널의 제조에서는, 각 공정에서 여러 가지 검사가 실시된다.

일특개평 7-333275호 공보에는, 표시검사를 실시하기 위해 액정패널 기판의 단부 주변에 주사선이나 소스선 등 각

종 신호선으로의 단락선을 배치해두고, 그 단락선에 각종 신호를 부여하여 표시검사를 행하며, 또 검사 후에 그 단락

선을 깎아내는(절단하는) 것이 개시되었다. 또 단락선을 절단한 후, 다시 표시검사를 실시하기 위해, 복수의 트랜지스

터를 이용하여 주사선이나 소스선 등 각종 신호선을 제어하기 위한 검사용단자를 별도 배설하는 것이 개시되었다.

발명이 이루고자 하는 기술적 과제

액정패널의 제조공정에서, 액정패널의 각종 전기적검사나 표시검사가 실시된 후, 검사용단자는 절취된다. 그리고 그 

후, 액정패널의 표시면에 편광판이 접착된다. 액정패널에 편광판을 접착시킨 후의 편광판검사에서는, 편광판의 흠이

나 편광 판과 기판 사이로 혼입된 이물, 기포 등 미소결함의 유무가 검사되는데, 결함 등을 잘 보이게 하는 상태로 하

기 위해 액정패널을 백색표시나 흑색표시로 할 필요가 있다.

액정패널을 전면 백색표시 또는 전면 흑색표시로 점등구동 시키는 검사방법은, 액정드라이버IC를 사용하지 않고 액

정패널의 주사선 및 데이터선 각각의 신호입력용 단자에 직접 신호를 입력하는 전면 백색표시 또는 전면 흑색표시에
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서의 구동검사와, 액정드라이버IC를 사용하여 주사선 및 데이터선 각각의 신호입력용 단자에 신호를 입력하는 실제 

구동검사로 대별된다. 그리고 이들 검사에서는, 신호입력용 단자에 신호를 입력하기 위한 검사용 프로브가 이용된다.

그런데 최근의 액정패널에서는, XGA(Extended Graphics Array: 해상도 1024×768 도트)클래스에서 주사선 및 데

이터선이 합계 약 4000 개, UXGA(Ultra Extended Graphics Array: 해상도 1600×1200 도트)클래스에서 약 6000 

개 있으며, 또 주사선 및 데이터선의 신호입력용 단자도 동일 수인 점에서, 신호입력용 단자의 배설피치가 매우 좁아, 

50∼70㎛가 주류를 이루고 있다. 이 때문에 다단자, 좁은 단자피치에 대응한 고가의 검사용 프로브가 필요하다. 또, 

검사용 프로브의 요건으로서, 예를 들어 편광판검사 시에, 흠이나, 편광판과 기판 사이로 혼입된 이물, 기포 등 미소결

함의 유무를 검사할 수 있도록 액정패널을 백색표시나 흑색표시로 했을 때, 신호입력용 단자와의 접촉 실패가 발생하

지 않는 것을 들 수 있다. 그러나 상기와 같은 단자 수나 단자의 배설피치를 감안할 때, 실제 생산에서의 접촉 신뢰성

에 대해서는, 검사용 프로브의 위치 정밀도를 확보하기 위해 높은 정밀도의 위 치조정기구를 갖는 프로브 위치조정장

치를 이용해도 접촉실패 발생률 5% 정도의 신뢰성이 한계로 생각된다. 최악의 경우, 접촉실패의 발생에 의해 점등표

시가 정상적으로 이루어지지 않아 결함을 찾을 수 없게 돼버리고, 다음 공정에 불량품이 유출되어 작업손실이나 부재

손실을 일으키게 된다. 따라서 접촉실패의 발생을 최소한으로 억제하기 위해, 검사용 프로브의 위치조정작업이나 검

사용 프로브의 청소작업이 필요하다.

본 발명의 목적은, 전면 백색표시 또는 전면 흑색표시에 의한 검사 시에 다단자, 좁은 단자피치에 대응한 고가의 검사

용 프로브가 필요 없는 표시장치 및 그 검사방법을 제공하는 것이다.

발명의 구성 및 작용

상기 목적의 달성이 가능한 본 발명은, 복수의 화소전극과, 이 복수의 화소전극에 대향 배치되며 이 복수 화소전극 각

각과의 사이에서 표시용용량을 구성시키는 대향전극과, 상기 복수 화소전극의 각각에 대향 배치되며 이 대향하는 화

소전극과의 사이에 보조용량을 구성시키는 복수의 보조용량전극과, 상기 복수의 보조용량전극을 전기적으로 접속하

는 보조용량선과, 상기 대향전극에 전기적으로 접속된 검사용 대향전극단자와, 상기 보조용량선에 전기적으로 접속된

검사용 보조용량선 단자를 구비한다.

이와 같은 표시장치에 의하면, 검사용 대향전극단자와 검사용 보조용량선 단자 사이에 소정전압을 인가하면, 모든 화

소전극 각각과 대향전극 사이에 동일 전위차가 발생하고, 이로써 소정의 전면 백색표시 또는 전면 흑색표시를 시킬 수

있다. 따라서 전면 백색표시 또는 전면 흑색표시에서의 구동검사에서, 주사선이나 데이터선 등 신호입력선이 치밀하

게 배설된 신호입력용 단자를 통해 신호를 입력함으로써 전면 백색표시나 전면 흑색표시를 시키는 경우와 같이, 다단

자, 좁은 단자피치에 대응한 고가의 검사용 프로브를 사용할 필요가 없다.

또 일특개평 7-333275호 공보에 개시된 종래기술에서는, 단락선을 절단한 후, 다시 검사를 실시하기 위해, 검사용회

로로서 별도 복수의 트랜지스터를 형성하므로, 액정패널의 생산 상 수율이 나빠진다. 그러나 상기 표시장치에서는 이

러한 검사용 트랜지스터의 형성이 필요 없다.

본 발명의 표시장치는, 상기 복수의 화소전극 각각에 스위칭소자를 통해 전기적으로 접속된 신호입력선을 추가로 구

비하며, 상기 신호입력선의 신호입력용 단자가 배설된 신호입력용 단자 배설영역이 구성되고, 상기 검사용 대향전극

단자 및 상기 검사용 보조용량선 단자 중 적어도 한쪽이, 상기 신호입력용 단자 배설영역에 배설되는 것이라도 된다.

일특개평 7-333275호 공보에 개시된 종래기술에서는, 액정패널의 단부 주변에 트랜지스터를 형성해야 되는 만큼, 

프레임 협소화의 방해가 되지만, 상기와 같이 검사용 대향전극단자나 검사용 보조용량선 단자가 신호입력용 단자 배

설영역에 배설된다면, 이러한 문제는 생기지 않는다. 여기서 상기 신호입력선이란, 예를 들어 게이트신호가 전송되는 

주사선이나, 소스신호가 전송되는 데이터선을 말한다.

본 발명의 표시장치는, 상기 신호입력용 단자 배설영역에는 복수의 신호입력용 단자가 소정 피치로 배설되며, 상기 

복수의 신호입력용 단자는, 그 배설피치가 50∼70㎛인 것이라도 된다.

신호입력용 단자의 배설피치가 50∼70㎛로 매우 좁은 표시장치에서는, 점등검사를 할 경우, 검사용 프로브의 위치정

밀도 확보를 위한 높은 정밀도의 위치조정기구를 갖는 프로브 위치조정장치가 필요하며, 이러한 프로브 위치조정장

치를 이용해도 신호입력용 단자와의 접촉실패가 발생하기 쉽다. 따라서 본 발명은 상기와 같이 신호입력용 단자의 배

설피치가 50∼70㎛로 매우 좁은 것에 특히 유효하다.

상기 검사용 대향전극단자 및 상기 검사용 보조용량선 단자 중 적어도 한쪽이, 직경 0.5㎜의 원형을 포함할 수 있는 

크기로 형성된 것이라도 된다.
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검사용 대향전극단자나 검사용 보조용량선 단자가, 직경 0.5㎜의 원형을 포함할 수 있는 크기라면, 높은 정밀도의 위

치조정을 하는 일없이, 접촉실패 없이 검사용 프로브를 단자에 접촉시킬 수 있다. 따라서 높은 정밀도의 위치조정기

구를 갖는 프로브 위치조정장치가 불필요하고, 이로써 검사비용의 삭감, 나아가 패널원가의 삭감을 도모할 수 있다. 

더불어 접촉실패의 발생을 최소한으로 억제하기 위한 검사용 프로브의 위치조정작업이나 검사용 프로브의 청소작업

에 의한 작업손실, 다음 공정으로의 불량품 유출에 의한 다음 공정에서의 작업손실이나 부재손실도 없앨 수 있다.

본 발명의 표시장치는, 특히 그 종류가 한정되는 것은 아니지만, 예를 들어 상기 복수의 화소전극을 갖는 액티브매트

릭스기판과, 상기 액티브매트릭스기판에 대향하도록 형성되며, 상기 대향전극을 갖는 대향기판과, 상기 액티브매트릭

스기판과 상기 대향기판 사이에 협지되도록 형성된 액정층을 구비하는 액정표시방식의 장 치, 즉 액정표시장치를 들 

수 있다.

본 발명의 표시장치에서는, 대향전극과 보조용량선 사이에 소정전압을 인가함으로써 백색표시 또는 흑색표시 등 소

정의 화상표시를 시키고, 이로써 표시장치의 여러 가지 검사를 실시할 수 있다. 예를 들어, 표시장치가 표시면에 편광

판이 구성된 것이면, 편광판의 홈이나 편광판과 기판 사이로 혼입된 이물, 기포 등 미소결함 유무의 검사가 가능하다.

상술한 목적 및 기타의 목적과 본 발명의 특징 및 이점은 첨부 도면과 관련한 다음의 상세한 설명을 통해 보다 분명해

질 것이다.

(실시예)

이하, 본 발명의 실시예에 대하여 도면을 참조하면서 설명한다.

도 1에서 도 3은 본 발명의 실시예에 관한 액정표시장치(10)를 나타낸다.

이 액정표시장치(10)는 표시면이 가로로 긴 장방형상의 액티브매트릭스형 표시장치이다. 즉, 이 액정표시장치(10)는,

액티브매트릭스기판과, 이에 대향하는 대향기판과, 이들 양 기판 사이에 끼인 액정층을 구비한다.

액티브매트릭스기판에는, 표시면의 긴 쪽 방향으로 상호 평행으로 연장되는 복수의 주사선(신호입력선)(11)과, 표시

면의 짧은 쪽 방향으로 상호 평행으로 연장되는 복수의 데이터선(신호입력선)(12)이 배설된다.

주사선(11)과 데이터선(12)의 각 교차부에는, TFT(박막트랜지스터)(13) 및 화소전극(14)이 형성된다. 그리고 TFT(

13)의 게이트전극(13a)이 주사선(11)으로, 소스전극(13b)이 데이터선(12)으로, 드레인전극(13c)이 화소전극(14)으

로 각각 전 기적으로 접속된다. 주사선(11)의 주사선단자(신호입력용 단자)(11a)는, 좌변부에 종방향 소정 피치로 배

설된다. 데이터선(12)의 데이터선단자(신호입력용 단자)(12a)는, 상변부에 횡방향 소정 피치로 배설된다. 이로써, 액

티브매트릭스기판의 좌변부 및 상변부는, 주사선단자(11a) 및 데이터선단자(12a)가 형성된 신호입력용 단자 배설영

역(15)으로 구성된다. 주사선단자(11a) 및 데이터선단자(12a)의 배설피치는, XGA클래스나 UXGA클래스에서는 매우

좁아, 50∼70㎛ 정도이다.

각 주사선(11) 사이에는, 주사선(11)을 따라 연장되도록 보조용량선(16)이 배치된다. 보조용량선(16)은 1 개로 결선

되어, 액티브매트릭스기판의 좌변부 신호입력용 단자 배설영역(15) 최상위치의 주사선단자(11a)보다 위쪽 및 최하위

치의 주사선단자(11a)보다 아래쪽으로 각각 인출되어, 그곳에 배설된 검사용 보조용량선 단자(16a)에 전기적으로 접

속된다. 검사용 보조용량선 단자(16a)는, 단자 크기가 1 변 0.5㎜ 이상의 사각(혹은 직경 0.5㎜ 이상의 원형)으로 형

성된다. 각 보조용량선(16)은, 이를 따라 배설된 복수 화소전극(14)의 각각(정확하게는 화소전극(14)에 전기적으로 

접속된 드레인전극(13c))에 절연층을 개재하고 대향하도록 형성된 복수 보조용량전극(이하, 'CS'라 칭함)(17)의 각각

에 전기적으로 접속되며, 이 CS(17)와 화소전극(14) 사이에 보조용량(Ccs)이 구성된다.

대향기판에는 공통전극인 대향전극(이하, 'COM'이라 칭함)(18)이 형성된다. COM(18)으로부터는 연장배선이 인출되

며, 이것이 액티브매트릭스기판의 신호입력용 단자 배설영역(15) 상변부 최우위치 데이터선단자(12a)보다 오른쪽 및

최좌위치의 데이터선단자(12a)보다 왼쪽으로 각각 인출되어, 그곳에 배설된 검사용 대향전극단 자(18a)에 전기적으

로 접속된다. 검사용 대향전극단자(18a)는, 단자 크기가 1 변 0.5㎜ 이상의 사각(혹은 직경 0.5㎜ 이상의 원형)으로 

형성된다. COM(18)은, 각 화소전극(14)과의 사이에 액정용량(표시용용량)(Clc)을 구성시킨다. 또 COM(18)은 보조

용량선(16)에 전기적으로 접속된다. 따라서 이 액정표시장치(10)는 COM(18)과 CS(17)가 동전위로 되는 CS ON CO

M 형식의 표시장치이다. 여기서, 후술하는 바와 같이 액정표시장치(10)의 검사 시에는 COM(18)과 CS(17)가 전기적

으로 단락되지 않은 상태로 실시되므로, COM(18)과 CS(17)의 접속부는 검사 후에 이들의 접속이 가능한 부분에 형

성된다.

이 액정표시장치(10)는 1 개의 화소전극(14), 이에 대응한 COM(18)의 부분 및 이들 사이에 끼인 액정층 부분에 의해

1 개의 화소가 규정되며, 각 화소에서 주사선(11)에 게이트신호를 전송하여 TFT(13)를 온 상태로 하고, 이 때 데이
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터선(12)에 소스신호를 전송하여 화소전극(14)에 소정의 전하를 기입함으로써 화소전극(14)과 COM(18) 사이의 액

정층, 즉 액정용량(Clc)에 소정전압을 인가하며, 이로써 액정층의 액정분자 배향상태를 변조시켜 광 투과도를 조절함

으로써 표시를 하도록 구성된다. 또 화소전극(14)에의 전하 기입 시에 액정용량(clc)과 병렬관계에 있는 보조용량(Cc

s)에도 전하가 축적되고, 이로써 액정용량(Clc)에의 인가전압 저하가 억제되도록 구성된다.

다음에, 이 액정표시장치(10)의 편광판검사 방법에 대하여 설명한다.

이 검사는 COM(18)과 CS(17)의 전기적인 접속상태가 해제된 상태에서 실시되며, 검사용 프로브(20)를 이용하여 검

사용 대향전극단자(18a)와 검사용 보조용량선 단자(16a) 사이, 즉 COM(18)과 CS(17) 사이에 소정전압을 인가하는 

것이다. 이 때, 모든 화소전극(14) 각각과 COM(18) 사이에 동일 전위차가 발생하고, 이로써 전 액정용량(Clc)에 균일

한 전압이 인가되어, 전면 백색표시 또는 전면 흑색표시가 이루어진다. 이로써, 편광판의 홈이나 편광판과 기판 사이

로 혼입된 이물, 기포 등의 미소결함 등이 잘 보이는 상태로 하고, 이들 유무를 목시관찰로써 검사한다.

화소전극(14)과 COM(18) 사이에 전위차가 발생하는 것은, COM(18)과 CS(17) 사이에 전압을 인가하면 액정용량(Cl

c)과 보조용량(Ccs)이 직렬관계로 되어, 하기 식으로 표시되는 전압(Vd)이 액정용량(Clc)에 인가되기 때문이다.

수학식 1

이는 COM(18)과 CS(17) 사이에 인가하는 전압(V)에 의해, 액정용량(Clc)에 인가되는 전압이 정해짐과 함께, 표시제

어가 가능하다는 것을 의미한다. 즉, COM(18)과 CS(17) 사이에 소정전압을 인가함으로써, 백색표시 혹은 흑색표시

가 가능해진다는 것이다. 여기서, TFT(13)의 상태는 게이트전극(13a) 및 소스전극(13b) 모두 오픈이므로 플로팅상

태이며, 게이트·드레인간 용량(Cgd), 소스·드레인간 용량(Csd)이 부가용량으로 되기는 하지만, 이들은 액정용량(C

lc)에 인가되는 전압(Vd)에 도달할 때까지의 충방전시간에만 영향을 미친다. 또한 가령 TFT(13)의 상태가 온 상태라

도 소스신호를 무입력으로 하면 마찬가지 상태로 된다.

여기서 검사용 프로브(20)의 검사용 대향전극단자(18a) 및 검사용 보조용량 선 단자(16a)에의 위치조정에 대하여 살

펴보기로 한다.

액정패널 외형정밀도를 L, 위치결정용 핀 위치의 기계가공 정밀도를 M, 및 검사용 프로브 위치의 기계가공 정밀도를 

N으로 하면, 절대정밀도를 다음 식으로 표시할 수 있다.

수학식 2

그리고 일반적인 정밀도로서 L＝0.4, M＝0.2, N＝0.2로 하면, 절대정밀도는 0.49이다. 상기 액정표시장치(10)에서

는, 검사용 대향전극단자(18a) 및 검사용 보조용량선 단자(16a)의 크기를 1 변 0.5㎜ 이상의 사각(또는 직경 0.5㎜ 이

상의 원형)으로 한다. 이들 검사용 대향전극단자(18a) 및 검사용 보조용량선 단자(16a)의 크기는, 검사용 프로브(20)

의 위치정밀도 확보를 위해 높은 정밀도의 위치조정기구를 갖는 프로브 위치조정장치, 예를 들어 패널 내에 위치결정

용 얼라인먼트마크를 배치하고 이를 얼라인먼트용 CCD카메라로 촬상하여, 컴퓨터로 화상처리를 행하는 자동 얼라인

먼트기구를 구비한 장치를 필요로 하지 않는 것이며, 위치조정은 패널 외형에 의한 기계 위치결정으로 충분히 위치조

정 정밀도를 확보할 수 있는 것이다. 따라서 간단한 치구로 편광판검사가 가능해져, 검사비용의 삭감을 도모할 수 있

다.

이상과 같이, 상기 액정표시장치(10)에 의하면, 예를 들어 편광판검사 시, 검사용 프로브(20)를 이용하여 검사용 대향

전극단자(18a)와 검사용 보조용량선 단자(16a) 사이, 즉 COM(18)과 CS(17) 사이에 소정전압을 인가함으로써, 모든 

화소전 극(14)의 각각과 COM(18) 사이에 동일 전위차가 발생하고, 이로써 전면 백색표시 또는 전면 흑색표시를 시킬

수 있다. 따라서 전면 백색표시 또는 전면 흑색표시에서의 구동검사에서, 치밀하게 배설된 주사선단자(11a) 및 데이

터선단자(12a)를 통해 신호를 입력함으로써 전면 백색표시 또는 전면 흑색표시를 시키는 경우와 같이, 다단자, 좁은 
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단자 피치에 대응한 고가의 검사용 프로브가 필요 없다.

또 일특개평 7-333275호 공보에 개시된 종래기술에서는, 단락선을 절단한 후, 다시 검사를 하기 위해 검사용회로로

서 별도 복수의 트랜지스터를 형성하므로, 액정패널의 생산 상 수율이 나빠지지만, 상기 액정표시장치(10)에서는, 이

러한 검사용 트랜지스터의 형성이 필요 없다.

또한 일특개평 7-333275호 공보에 개시된 종래기술에서는, 액정패널의 단부 주변에 트랜지스터를 형성해야 되는 만

큼, 프레임 협소화의 방해가 되지만, 상기 액정표시장치(10)에서는, 검사용 대향전극단자(18a) 및 검사용 보조용량선

단자(16a)가 신호입력용 단자 배설영역(15)에 배설되므로, 이러한 문제가 생기지 않는다.

또 검사용 대향전극단자(18a) 및 검사용 보조용량선 단자(16a)의 단자크기를 1 변 0.5㎜ 이상의 사각(또는 직경 0.5

㎜ 이상의 원형) 크기로 하므로, 검사용 프로브(20)의 위치정밀도 확보를 위한 높은 정밀도의 위치조정기구를 갖는 

프로브 위치조정장치가 필요 없어, 검사비용의 삭감, 나아가 패널원가의 삭감을 도모할 수 있다. 접촉실패의 발생을 

최소한으로 억제하기 위한 검사용 프로브(20)의 위치조정작업이나 검사용 프로브(20)의 청소작업에 의한 작업손실, 

다음 공정에의 불량품 유출에 의한 다음 공정에서의 작업손실이나 부재손실도 없앨 수 있다.

그리고 본 실시예에서는, 액정표시장치(10)로 하지만, 특별히 이에 한정되는 것이 아니며, 다른 종류의 표시장치라도 

된다.

또 본 실시예에서는, 액정표시장치(10)의 편광판검사로 하지만, 특별히 이에 한정되는 것이 아니며, 그 밖의 표시검사

라도 된다.

발명의 효과

이상 설명한 바와 같이, 본 발명에 의하면 검사용 대향전극단자와 검사용 보조용량선 단자 사이에 소정전압을 인가하

면, 모든 화소전극의 각각과 대향전극 사이에 동일 전위차가 발생하고, 이로써 소정의 흑색 또는 백색의 전영역표시를

시킬 수 있다. 따라서 다단자, 좁은 단자피치에 대응한 고가의 검사용 프로브를 사용할 필요가 없다.

(57) 청구의 범위

청구항 1.
복수의 화소전극과,

상기 복수의 화소전극에 대향 배치되며 이 복수 화소전극 각각과의 사이에 표시용용량을 구성시키는 대향전극과,

상기 복수 화소전극의 각각에 대향 배치되며 이 대향하는 화소전극과의 사이에 보조용량을 구성시키는 복수의 보조

용량전극과,

상기 복수의 보조용량전극을 전기적으로 접속하는 보조용량선과,

상기 대향전극에 전기적으로 접속된 검사용 대향전극단자와,

상기 보조용량선에 전기적으로 접속된 검사용 보조용량선 단자를 구비하는 것을 특징으로 하는 표시장치.

청구항 2.
제 1 항에 있어서,

상기 복수의 화소전극 각각에 스위칭소자를 통해 전기적으로 접속된 신호입력선을 추가로 구비하며,

상기 신호입력선의 신호입력용 단자가 배설된 신호입력용 단자 배설영역이 구성되고,

상기 검사용 대향전극단자 및 상기 검사용 보조용량선 단자 중 적어도 한쪽은, 상기 신호입력용 단자 배설영역에 배

설되는 것을 특징으로 하는 표시장치.

청구항 3.
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제 2 항에 있어서,

상기 신호입력용 단자 배설영역에는, 복수의 신호입력용 단자가 소정 피치로 배설되며,

상기 복수의 신호입력용 단자는, 그 배설피치가 50∼70㎛인 것을 특징으로 하는 표시장치.

청구항 4.
제 2 항에 있어서,

상기 신호입력선은, 게이트신호가 전송되는 주사선 및 소스신호가 전송되는 데이터선 중 적어도 어느 한쪽인 것을 특

징으로 하는 표시장치.

청구항 5.
제 1 항에 있어서,

상기 검사용 대향전극단자 및 상기 검사용 보조용량선 단자 중 적어도 한쪽은, 직경 0.5㎜의 원형을 포함할 수 있는 

크기로 형성되는 것을 특징으로 하는 표시장치.

청구항 6.
제 1 항에 있어서,

상기 복수의 화소전극을 갖는 액티브매트릭스기판과,

상기 액티브매트릭스기판에 대향하도록 배치되며, 상기 대향전극을 갖는 대향기판과,

상기 액티브매트릭스기판과 상기 대향기판 사이에 협지되도록 형성된 액정층 을 구비하는 액정표시방식인 것을 특징

으로 하는 표시장치.

청구항 7.
복수의 화소전극과,

상기 복수의 화소전극에 대향 배치되며 이 복수 화소전극 각각과의 사이에 표시용용량을 구성시키는 대향전극과,

상기 복수 화소전극의 각각에 대향 배치되며 이 대향하는 화소전극과의 사이에 보조용량을 구성시키는 복수의 보조

용량전극과,

상기 복수의 보조용량전극을 전기적으로 접속하는 보조용량선을 구비하는 표시장치의 검사방법이며,

상기 대향전극과 상기 보조용량선 사이에 소정전압을 인가함으로써 소정의 표시를 시키는 것을 특징으로 하는 표시

장치의 검사방법.

청구항 8.
제 7 항에 있어서,

상기 소정의 표시가 백색표시 또는 흑색표시인 것을 특징으로 하는 표시장치의 검사방법.

청구항 9.
제 7 항에 있어서,

상기 표시장치의 표시면에 구성된 편광판의 검사인 것을 특징으로 하는 표시장치의 검사방법.

도면
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도면1
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本发明的一个目的是提供一种显示装置，其在前白色显示器或前黑色显
示器检查时不需要对应于多端子或窄端子间距的昂贵检查探针。 显示装
置10包括多个像素电极14和与多个像素电极14相对设置的多个对电极
14，以构成多个像素电极14中的每一个之间的显示电容Clc。多个辅助电
容电极17与相对的像素电极14相对配置，并与多个像素电极14的每一个
相对地形成辅助电容Ccs，电连接到电极17的辅助存储电容线16，电连
接到辅助电容线16的存储辅助电容线端子16a，以及电连接到对电极18
的测试电极和相对的电极端子18a。 2 指数方面 显示器件，像素电极，
电容，检查，对电极，液晶电容，扫描线

https://share-analytics.zhihuiya.com/view/5f514b85-d669-4829-9599-a2de6684513b
https://worldwide.espacenet.com/patent/search/family/034046096/publication/KR20040103341A?q=KR20040103341A

